BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 312/08 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 103 19 099

BPatG 154
08.05



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mandlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2010 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgartner,
Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Mdiller

beschlossen:

Das Patent DE 103 19 099 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 28. April 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung ist das Patent DE 103 10 099 (Streitpatent) mit der Bezeichnung
"Verfahren zur Interferenzmessung eines Objektes, insbesondere eines Reifens”
erteilt worden. Die Vero6ffentlichung der Patenterteilung ist am 8. September 2005
erfolgt.

Der mit Gliederungspunkten versehene erteilte Patentanspruch 1 lautet:

M1 Verfahren zur Interferenzmessung eines Objekts (3), insbe-

sondere eines Reifens,

M2 bei dem das Objekt (3) mit koharentem Licht (5), insbeson-

dere Laserlicht, bestrahlt wird



M3 und das von dem Objekt (3) reflektierte Licht von einem De-

tektor (6) aufgenommen wird,

dadurch gekennzeichnet,

M4 dass eine erste Aufnahme (Eig. 5) mit einer ersten Kamera-
einstellung gemacht wird, die an einen ersten Bildbe-
reich (13) angepasst ist,

M5 dass ein zweite Aufnahme (Fig. 6) mit einer zweiten Kamera-
einstellung gemacht wird, die an einen zweiten Bildbe-

reich (12) angepasst ist,

M6 und dass beide Aufnahmen kombiniert (Fig. 7) werden.

Hinsichtlich der erteilten Unteranspriche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Gegen das Patent ist mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2005, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, Einspruch erhoben worden.

Zur Begrindung ihres auf mangelnde Patentfahigkeit gestitzten Einspruchs ver-
weist die Einsprechende neben den bereits im Prifungsverfahren in Betracht ge-

zogenen Druckschriften

E3: DE 199 44 314 Al
E4: DE 101 28 334 Al
ES: DE 28 06 845 C2

EG: EP 1 061 332 A2 und
E7: US 4 702 594



zusatzlich noch auf die Druckschriften

ES8:
EQ9:
El10a:

E10b:
E10c:

E11:

E12:

und
E13:

DE 196 36 354 Al

US 5309 243 A

Auszug aus der Dissertation von Dipl.-
Phys. Georg Wiora uber "Optische 3D-Mef3technik:
Prazise Gestaltungsvermessung mit einem erweiter-
ten Streifenprojektionsverfahren”, Ruprechts-Karls-
Universitat Heidelberg, 2001

CD-ROM mit der vollstandigen Dissertation

Website der Universitatsbibliothek  Heidelberg,
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1808, unter der
obige Dissertation heruntergeladen werden kann, und
die belegt, dass diese am 15. November 2001 vero6f-
fentlicht wurde

R. Boecker, M. Elsasser, E. Sinemus: "Kamera-Kali-
brierung und digitale Bildaufnahme mit hoher Dyna-
mik" Universitat Gesamthochschule Kassel, 4. ABW-
Workshop, Technische Akademie Esslingen, 22.-
23.01.1997

R. Boecker: "Problematik glanzender Oberflachen bei
der 3-D-Topometrie”, Universitdt Gesamthochschule
Kassel, ABW-Workshop 5a, Technische Akademie
Esslingen, 20.- 21.01.1998

Auszug aus der Bedienungsanleitung der digitalen

Kamera Powershot S 45 der Firma Canon, 2002.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.


http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1808

Die Patentinhaberin beantragt sinngemals,

das Patent DE 103 19 099 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,
hilfsweise,

das Patent auf der Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 4 gemaf
Hilfsantrag Il vom 16. August 2010 beschrankt aufrechtzuerhal-

ten.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag Il

lautet:

M1la Verfahren zur Interferenzmessung eines Reifens (3),

M2a bei dem der Reifen (3) mit koharentem Licht (5), insbesonde-

re Laserlicht, bestrahlt wird

M3a und das von dem Reifen (3) reflektierte Licht von einem De-

tektor (6) aufgenommen wird,

dadurch gekennzeichnet,

M4 dass eine erste Aufnahme (Fig. 5) mit einer ersten Kamera-
einstellung gemacht wird, die an einen ersten Bildbe-
reich (13) angepasst ist,

M5 dass ein zweite Aufnahme (Fig. 6) mit einer zweiten Kamera-
einstellung gemacht wird, die an einen zweiten Bildbe-

reich (12) angepasst ist,



M7 dass das Verfahren bei einem ersten Zustand des Rei-
fens (3) durchgefuhrt wird und anschlieend bei einem zwei-
ten Zustand des Reifens (3) durchgefuhrt wird, der gegen-

Uber dem ersten Zustand verformt ist,

M8 dass die einzelnen Verformungszustande mit einem zeitli-
chen oder rdumlichen Phasenshiftverfahren berechnet wer-
den

M6a und dass beide Aufnahmen durch eine Mittelung der Infor-
mationen je Bildpunkt oder durch eine Auswahl der Informa-
tion mit hoherer Gute kombiniert (Fig. 7) werden,

M9 wobei das Kontrastbild errechnet wird und als Gitekriterium

fur die Mittelung oder die Auswahl verwendet wird.

Hinsichtlich der Unteranspriiche 2 bis 4 gemalR Hilfsantrag Il wird auf den Schrift-
satz der Patentinhaberin vom 16. August 2010 Bezug genommen. Die Patentinha-
berin ist der Auffassung, dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik dem
Streitpatent nicht patenthindernd entgegenstehe, jedenfalls nicht in der hilfsweise

verteidigten Fassung.

Die Einsprechende halt die hilfsweise verteidigte Fassung fir nicht ausfuhrbar.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu
laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist,

ist das Bundespatentgericht fur die Entscheidung geman § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1



PatG in der bis einschlief3lich 30. Juni 2006 giltigen Fassung weiterhin zustandig
(vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationstibermittlungsverfahren Il; BPatG
GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig, denn die Einspre-
chende hat sich im Einspruchsschriftsatz anhand des druckschriftlichen Standes
der Technik substantiiert mit allen Merkmalen des Gegenstandes gemald dem er-
teilten Patentanspruch 1 auseinandergesetzt. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist

im Ubrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

3. Der Einspruch ist auch begrindet. Denn nach dem Ergebnis der mindlichen
Verhandlung erweisen sich die Gegenstdnde des erteilten Patentanspruchs 1 und
des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag Ill aufgrund mangelnder erfinderischer

Tatigkeit als nicht patentfahig.

4. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Interferenzmessung eines Obijekts,

insbesondere eines Reifens (vgl. Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Wie in der Streitpatentschrift weiter (vgl. Absatz [0003]) ausgeflhrt ist, werde bei
diesem Verfahren das Objekt mit koh&rentem Licht, insbesondere mit Laserlicht
bestrahlt. Das von dem Objekt reflektierte Licht werde von einem Detektor aufge-
nommen. Insbesondere handle es sich um einen flachenhaften Detektor. Beson-

ders geeignet sei ein CCD-Sensor.

Bei der Durchfihrung des Verfahrens kénne es vorkommen, dass die Dynamik
des Detektors, insbesondere bei nicht kooperativen Objekten mit dunklen
und/oder stark reflektierenden Oberflachen, insbesondere bei Reifen, nicht grof3
genug ist, um sowohl in dunklen als auch in hellen Bildbereichen sinnvoll messen
zu konnen. Dieses Problem konne insbesondere bei Reifen, insbesondere bei
stark glanzenden Reifen, oder bei Platinen oder anderen Verbundwerkstoffen auf-
treten (vgl. Absatz [0008]).



Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einem Verfahren der ein-

gangs genannten Art die Bildqualitat zu verbessern (vg. Absatz [0012]).

5. Die erteilten Patentanspriiche 1 bis 5 und die Patentanspriche 1 bis 4 gemafl}
Hilfsantrag Ill sind, wie der Senat im Einzelnen Uberprift hat, durch die urspringli-
che Offenbarung gedeckt und somit zuldssig. Insbesondere geht der erteilte Pa-
tentanspruch 1 auf den urspriinglichen Patentanspruch 1 zurtick. Die erteilten Pa-
tentanspriiche 2 bis 5 gehen auf die urspringlichen Patentanspriche 4 bis 7 zu-
rick. Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag Ill geht auf die erteilten Patentan-
spruche 1 und 4 und die Absatze [0017], [0018] und [0040] der Beschreibung der
Streitpatentschrift zurtick. Die Patentanspriche 2 bis 4 gemald Hilfsantrag Il ge-
hen auf die erteilten Patentansprtiche 2, 3 und 5 zurtck.

6. Hauptantrag:

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist zwar neu, er beruht jedoch
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustandigen Fachmanns, einem mit der
der Entwicklung von optischen Messverfahren befassten berufserfahrenen Di-
plom-Physiker oder Diplom-Ingenieur, denn der Gegenstand des erteilten Patent-
anspruchs 1 ergibt sich fur ihn in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
nach den Druckschriften E6 und ES8.

So ist aus der Druckschrift E6 (vgl. Absatz [0002]) ein Verfahren zur Interferenz-
messung (shearing interferometry) eines Objekts in Form eines Reifens (vehicle
tire) bekannt (= Merkmal M1),

bei dem das Objekt (vehicle tire) mit koharentem Licht, insbesondere Laserlicht
(vgl. Absatz [0014]: "Coherent electromagnetic radiation or coherent light is produ-
ced by a laser 10...") bestrahlt wird ("The surface of test object 25 is illuminated
and reflects light into a shearography camera 30") (= Merkmal M2)

und das von dem Objekt (vehicle tire) reflektierte Licht von einem Detektor (vgl.

Spalte 5, Zeile 26, detector 45) aufgenommen wird (= Merkmal M3).



Die Uberlegungen des mit der Weiterentwicklung des aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahrens zur Interferenzmessung betrauten Fachmanns setzen na-
turgemal bei der Analyse dessen an, was bei vorhandenen Ldsungen als nicht
zufriedenstellend oder verbesserungswidrig empfunden wird (vgl. BGH
GRUR 2010, 814 ff. - Fugenglatter).

Wenn der Fachmann feststellt, dass bei den gemachten Aufnahmen wegen eines
zu hohen Kontrasts des Objekts aufgrund zu stark und/oder zu schwach reflektie-
render Objektbereiche Bildbereiche Uber- bzw. unterbelichtet sind und damit
schlecht oder gar nicht erkennbar sind, wird er nach Losungen zur Verbesserung
des Kontrast- oder Dynamikumfangs bei Kameras suchen, um die Bildqualitat der
gemachten Aufnahmen zu erh6hen. Dazu wird er sich nach Loésungen umsehen,
bei der eine Erh6hung der Eingangsdynamik bzw. des Kontrastumfangs von Ka-
meras erreicht wird. Er wird dabei die Druckschrift E8 in Erwagung ziehen, aus der
(vgl. Spalte 1, Zeilen 3 bis 17) ein Verfahren zur Durchfiihrung von optischen Auf-
nahmen unter Verwendung eines elektronischen Bildwandlers (CCD-Array) be-
kannt ist, bei dem (vgl. Spalte 1, Zeile 66, bis Spalte 2, Zeile 44, und den Patent-
anspruch 1) eine erste Aufnahme mit einer ersten Kameraeinstellung (z. B. einer
ersten Belichtungszeit, vgl. Spalte 2, Zeilen 39 bis 44) gemacht wird, die an einen
ersten Bildbereich (z. B. eine dunkle Stelle des Objekts, Amalgamfullung, vgl.
Spalte 1, Zeilen 45 bis 53) angepasst ist (= Merkmal M4), eine zweite Aufnahme
mit einer zweiten Kameraeinstellung (z. B. einer zweiten Belichtungszeit) gemacht
wird, die an einen zweiten Bildbereich (z. B. eine stark reflektierende Stelle des
Objekts, Goldfullung) angepasst ist (= Merkmal M5) angepasst ist, wobei anschlie-
Bend (vgl. Spalte 4, Zeilen 19 bis 29) beide Aufnahmen kombiniert werden (=
Merkmal M6) um ein Bild zu erhalten, das alle Bildbereiche mit ausreichendem

Kontrast darstellt.

Diese aus der Druckschrift E8 bekannten Mal3nahmen zur Erhéhung der Bildquali-
tat bei Kameras zur Lésung desselben Problems auch beim Verfahren zur Interfe-

renzmessung mit einer shearografischen Kamera gemafd Druckschrift E6 anzu-



-10 -

wenden, ist fur den Fachmann nahegelegt (vgl. insoweit fir sogar gattungsfrem-
den Stand der Technik BGH GRUR Prax 2010, 440 - Ziehmaschinenzugeinheit Il).
Er gelangt somit, ohne erfinderisch tatig zu werden, zum Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1.

7. Hilfsantrag lll:

Der Senat hat an der Ausfiihrbarkeit des im Patentanspruch 1 gemald Hilfsan-
trag |l beanspruchten Gegenstands keinen Zweifel, was im Ubrigen aber dahin-
stehen kann, da dieser Gegenstand nicht patentfahig ist, da er sich fiur den zustan-
digen Fachmann ebenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
nach den Druckschriften E6 und E8 ergibt.

So ist aus der Druckschrift E6 (vgl. Absatz [0002]) ein Verfahren zur Interferenz-
messung (shearing interferometry) eines Reifens (vehicle tire) bekannt (= Merk-
mal M1a),

bei dem der Reifen (vehicle tire) mit koharentem Licht, insbesondere Laserlicht
(vgl. Absatz [0014]: "Coherent electromagnetic radiation or coherent light is produ-
ced by a laser 10...") bestrahlt wird ("The surface of test object 25 is illuminated
and reflects light into a shearography camera 30") (= Merkmal M2a)

und das von dem Reifen (vehicle tire) reflektierte Licht von einem Detektor (vgl.
Spalte 5, Zeile 26, detector 45) aufgenommen wird (= Merkmal M3a).

AulRerdem wird das Verfahren (vgl. Absatz [0016]) bei einem ersten Zustand des
Reifens durchgefiihrt ("...a first interference image is taken while test object 25 is
in a first stressed condition...") und anschliel3end bei einem zweiten Zustand des
Reifens durchgefuhrt ("...and a second interference image is taken with object 25
in a second stressed condition."), der gegeniuber dem ersten Zustand verformt ist
(= Merkmal M7),

wobei die einzelnen Verformungszustdnde mit einem zeitlichen oder raumlichen

Phasenshiftverfahren (shearing interferometry) berechnet werden (= Merkmal M8).
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Wenn der Fachmann feststellt, dass bei den gemachten Aufnahmen wegen eines
zu hohen Kontrasts des Reifens aufgrund zu stark und/oder zu schwach reflektie-
render Objektbereiche Bildbereiche Uber- bzw. unterbelichtet sind und damit
schlecht oder gar nicht erkennbar sind, wird er auf der Suche nach Losungen zur
Verbesserung des Kontrast- oder Dynamikumfangs aus den oben unter 6, darge-
stellten Grinden wiederum die Druckschrift E8 in Erwdgung ziehen und mit der
Lehre der E6 in naheliegender Weise kombinieren. Dabei ist es fir den Fachmann
weiter nahegelegt, bei der Kombination der beiden Aufnahmen jeweils die besten
Teile der Bilder auszuwahlen und zu einem Gesamtbild mit einer héheren Bildqua-
litdt zu kombinieren, d.h. eine Auswahl der Information mit héherer Gite zu kombi-
nieren (= zweites Teilmerkmal von M6a).

Alternativ dazu ist es dem Fachmann allgemein bekannt (vgl. dazu auch Druck-
schrift E11, Abschnitt 3: Uberlagerungsverfahren) und nahegelegt, insbesondere
wenn keine der beiden Aufnahmen korrespondierende Bildbereiche mit ausrei-
chender Gute ausweist, zur Erh6hung der Bildqualitat stattdessen den Kontrast-
bzw. Dynamikumfang des Gesamtbilds durch eine Mittelung der Informationen je
Bildpunkt bei der Kombination beider Aufnahmen zu erhéhen (= erstes Teilmerk-
mal von M6a). Dies ist bei der in der Druckschrift E8 stattfindenden rechnerischen
Kombination (vgl. in E8 die Spalte 4, vierter Absatz, die digitalisierten Daten
zweier aufeinanderfolgender Bilder werden mittels entsprechender Software kom-
biniert) der beiden durch das Bildpunkte aufweisende CCD-Array aufgenommenen

Bilder auch dargestellt.

Da der Fachmann allgemein unter Bildqualitdt den Kontrast eines Bildes versteht,
wird er dabei zwangslaufig das die Bildqualitdt kennzeichnende und den Kontrast
des Bildes darstellende Kontrastbild errechnen und als Gutekriterium fur die Mitte-

lung oder die Auswahl verwenden (= Merkmal M9).

Diese aus der Druckschrift E8 bekannten Mal3nahmen zur Erhéhung der Bildquali-
tat bei Kameras zur Lésung desselben Problems auch beim Verfahren zur Interfe-

renzmessung mit einer shearografischen Kamera gemafd Druckschrift E6 anzu-
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wenden, womit man bereits beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR
Hilfsantrag Ill angelangt ist, ist fir den Fachmann nahegelegt. Dies gilt umso
mehr, als auch bereits bei dem aus der Druckschrift E6 bekannten shearografi-
schen Verfahren die einzelnen Verformungszustadnde mit einem Phasenshiftver-

fahren berechnet werden und dabei zwangslaufig ein Kontrastbild errechnet wird.

8. Auch die erteilten Unteranspriche 2 bis 5 und die Unteranspriiche 2 bis 4 ge-
malf3 Hilfsantrag Il lassen, wie der Senat Uberprift hat, eine erfindungsbegrinden-
de Substanz nicht erkennen, was von der Patentinhaberin auch nicht geltend ge-

macht wurde.

Daher ist das Patent insgesamt zu widerrufen (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Morawek Dr. Muller

Pl



